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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEIl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant I'amendement 1, et

la publication de hase incorporan amendemen

Des rgnseignements relatifs a la date de re-
confirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalpgue de la CEL.

Les rengeignements relatifs a des questions a I'étude et
des trajaux en cours entrepris par le comité technique
qui a dtabli cette publication, ainsi que la liste des
publicatfons établies, se trouvent dans les documents
ci-dessqus:

. Site web» de la CEI*

» Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour régulierement
Catalogue en ligne)*

e Bulletin de la CEI
Disponible a la fois au «site web» de la CEl*
t comme périodique imprimé

Termipologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se repdrtera a la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technigye International (VEI):

Pour lep symboles graphiques, les symboles littéraux
et les s|gnes d'usage.général approuvés par la CEl, le
lecteur [consulterd la*CEIl 60027: Symboles littéraux a
utiliser len électrotéechnique, \a CEl 60417: Symboles
graphigues Ufilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilatiotrdes feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some I|EC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication

Validity of this publication

The technical content of IEC publi¢ations is kppt under
constant review by the IEGQ; thus ensuring| that the
content reflects current technology.

Information relating to_the date of the reconfirmation of
the publication is avail@ble in the IEC cataloglie.

Information on\the subjects under consideration and
work in progfess undertaken by the technical com-
mittee which-has prepared this publication, ds well as
the list-of publications issued, is to be fouild at the
following’ IEC sources:

¢ ' |IEC web site*

« Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

e |EC Bulletin
Available both at the IEC web site* angl
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vpcabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbois gnd signs
approved by the IEC for general use, redders are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \|EC 60417: |Graphical
symbols for use on equipment. Index, sdrvey and
compilation of the single sheets and |EG 60617:
Graphical symbols for diagrams.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

*

See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
Circuits intégrés —

Partie 4: Circuits intégrés d’interface —
Section 2: Spécification particuliere cadre pour
les convertisseurs linéaires analogiques-numeériques

CEI:1993

AVANT-PROPOS

composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités’ nationaux de la CEl
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisati
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie

internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études,/aux travaux desquels t

non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CE
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions
accord entre les deux organisations.

comités d’études ol sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions
dans la plus grande mesure possible un accord intetnational sur les sujets examinés.

rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

Dans le but d'encourager l'unificatiodinternationale, les Comités nationaux de la CEl
a appliquer de fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationale
dans leurs normes nationales et tégionales. Toute divergence entre la norme de la CEl e
nationale ou régionale corresporidante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

A Norme interpationale 748-4-2 a été établie par le sous-comité 47A: Circuits
1 comité d’études 47 de la CEl: Dispositifs & semiconducteurs.

ette norme est une spécification particuliere cadre pour les convertisseurs

bmposants électroniques (IECQ).

La CEl {Commission Electrotechnique internationale) est une organisation)\mondiale de nofmalisation

.LaCEla

dans les
s Normes
ut Comité

national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations’internationales, gouvernementales et

collabore
fixées par

Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui céncerne les questions techniques, préparés par les

expriment

Ces décisions constituent des recommandations interpationales 2publiées sous forme de rormes, de

‘engagent
de ia CEI
la norme

intégrés,

linéaires

nalogique-numérique dans le domaine du systéme CEl d’assurance de la quplité des

L

e texte de cette norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote

47A(BC)271 47A(BC)282

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a 'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
integrated circuits -

Part 4: Interface integrated circuits —
Section 2: Blank detail specification for
linear analogue-to-digital converters (ADC)

1) The
comg
prom
elect
Their
the

FOREWORD

EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization, 'for standardizgtion
rising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The\object of the IEC is to
pte international cooperation on all questions concerning standardization’ in the electrical fand
onic fields. To this end and in addition to other activities, the 1EC publishes International Standayds.
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in

non-

subject dealt with may participate in this preparatory work, ‘latérnational, governmental fand
overnmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The [EC

collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with

conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The

rmal decisions or agreements of the IEC on technical.matters, prepared by technical committee$ on

which all the National Committees having a special interest.therein are represented, express, as nearly as

possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They|have the form of recommendations for international use published in the form of standards, techiical

repoilts or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEG National Committees undertake to apply IEC Internatipnal

Stan
diver
indic

ards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
pence between the |IEC Standard and.the corresponding national or regional standard shall be cldarly
hted in the latter.

International Standard JEC 748-4-2 has been prepared by sub-committee 47A: Integrated

circuits

, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

This standard-is a blank detail specification for analogue-to-digital converters (ADC) in the

field of

the \EC Quality Assessment for Electronic Components (IECQ).

- The text of this standard is based on the following documents:

Full inf

Six Months’ Rule Report on voting

47A(C0O)271 47A(CO)282

ormation on the voting for the approval of this standard can be found in the report

on voting indicated in the above table.
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Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de la spécification dans le systéme CEI d’assurance de la qualité des composants

électroniques (IECQ).

Les publications suivantes de la CEIl sont citées dans la présente norme:

CEl 68-2-17: 1978,

CEl 747-1: 1983,

Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Q: Etanchéité
Amendement 4 (1991)

Dispositifs & semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés
partie: Généralités

CEl 747-10: 1991,

CEl 748-1: 1984,

CEl 748-4: 1987,

CEl 748-11: 1990,

CEl 749:1984,

GEl QC 001002: 1986,

Dispositifs & semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés

— Premiére

— Dixiéme

partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets et les circuits lintégrés

Dispositifs & semiconducteurs — Circuits intégrés — Premiére partie: Géng
Amendement 1 (1991)

ralités

Dispositifs & semiconducteurs — Circuits intégrés \— Quatriéme parfje: Circuits

intégrés d'interface
Amendement 1 (1991)

Dispositifs & semiconducteurs — Circuits\intégrés — Onziéme partie: Spécification
intermédiaire pour les circuits intégrés & semiconducteurs & I'exclusion des circuits

hybrides

Dispositifs a semiconducteurs = Essais mécaniques et climatiques
Amendement 1 (1991)

Régles de procédure du systéme CEl d'assurance de la qualité des ¢omposants

électroniques (IECQ)
Amendement 1(1992)
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The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

The following IEC publications are quoted in this standard:

IEC 68-2-17: 1978, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Q: Sealing
Amendment 4 (1991)

|IEC 747-1: 1983, Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits — Part 1: General

IEC 747-10: 1991 ____Semiconductor devices = Discrete devices and integrated circuits — Part 10: Generic

specification for discrete devices and integrated circuits

IEG 748-1: 1984, Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 1: General
Amendment 1 (1991)

IEG 748-4: 1987, Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 4: Interfaceintegrated circuits
Amendment 1 (1991)

IEC|748-11: 1990, Semiconductor devices — Integrated circuits — Part11: Sectional specification for
semiconductor integrated circuits excluding hybrid circuits

EC 749:1984, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods
Amendment 1 (1991)

IEC QC[001002: 1986, Rules of procedure of the™~JEC Quality Assessment System for Elactionic
Components (IECQ)
Amendment 1 (1992)
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
Circuits intégrés —

Partie 4: Circuits intégrés d’interface —
Section 2: Spécification particuliére cadre pour
les convertisseurs linéaires analogiques-numeériques

INTRODUCTION

qu 5—de OMpoSa Glectronique gnctionne

et sous son autorité. Le but de ce syste
définir les procédures d’assurance de la qualité de telle fagon que les composants électro-

pécification applicable soient également acceptables dans les autres’/pays pafticipants
sans nécessiter d’autres essais.

»

ette spécification particuliére cadre fait partie d’'une série de spécifications particuliéres
cadres concernant les dispositifs & semiconducteurs; elle doit étre utilisée avec les publi-
cations suivantes de la CEl:

747-10/QC 700000: Dispositifs & semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits iptégrés —
Dixieme partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets et les circuits jntégrés.

748-11/QC 790100: Dispositifs & semiconducteurs — Circuits intégrés — Onziémle partie:
Spécification intermédiaire pour les circuits’ intégrés a semiconducteurs a I'exclusion des

enseignements nécessaires

Les nombres placés entre:¢rochets sur cette page et les pages suivantes corregspondent
alix indications suivante$_qui doivent étre portées dans les cases prévues a cet effet.

Iqentification de la spécification particuliére

1] Nom denl'Organisme National de Normalisation sous l'autorité duquel Id spécifi-
catiop-particuliére est établie.

p—
DO
—_—

Numéro IECQ de la spécification particuliére.
(31 Numéros de référence et d’édition des spécifications générique et intermédiaire.

[4 umer i iere, te autre
information requise par le systéme national.

Identification du composant
[5] Fonction principale et numéro de type.

[6] Renseignements sur la construction typique (matériaux, technologie principale) et le
boitier. Si le dispositif a plusieurs types de produits dérivés, il convient d’indiquer
les différences, par exemple les particularités des caractéristiques dans le tableau
comparatif.

Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, les précautions
nécessaires a observer doivent étre ajoutées dans la spécification particuliére.

e est de -
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
Integrated circuits —

Part 4: Interface integrated circuits -
Section 2: Blank detail specification for
linear analogue-to-digital converters (ADC)

INTRODUCTION

specifi
further

This b

747-10/QC 700000: Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circui
Part 1Q: Generic specification for discrete devices andintegrated circuits.

748-11
specifi

Requirned information

Numbgrs shown in brackets on.this and the following pages correspond to the follo
items of required information, (which should be entered in the spaces provided.

Identif,
(1]
(2]

(3]
[4]

d by one participating country as conforming with the requirements of an applic
cation are equally acceptable in all other participating countries without'the need for
testing.

cation for semiconductor integrated circuits excluding hybrid circuits.

cation of the detgil specification

specification is issued.
The IECQ number of the detail specification.
The numbers and issue numbers of the generic and sectional specifications.

ank detail specification is one of a series of blank detail specifications for s¢mi-
condugtor devices and shall be used with the following IEC Publications:

S —

YQC 790100: Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 11: Sectignal

ying

The name of'the National Standards Organization under whose authority the detail

e mational number of the detail specification, date of 1ssue and any further |
mation, if required by the national system.

Identification of the component

(3]
(6]

Main function and type number.

Information on typical construction (materials, the main technology) and

package. If the device has several kinds of derivative products, those differen
should be indicated, e.g. features of the characteristics in the comparison table.

If the device is electrostatic sensitive, a caution statement shall be added in
detail specification.

for-

the
ces

the
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{7] Dessin d’encombrement, identification des bornes, marquage et/ou référence aux
documents correspondants pour les encombrements.

[8] Catégorie d’assurance de la qualité selon 2.6 de la spécification générique.
[9] Données de référence.-

[Dans toute cette norme, les textes indiqués entre crochets, sont destinés a guider le rédacteur de la spécifi-
cation; ils ne doivent pas figurer dans la spécification particuliére.]

[Lorsqu’il existe un risque d'ambiguité quant & savoir si un paragraphe est uniquement destiné & guider le
rédacteur ou non, il doit étre indiqué entre crochets.]

[Nom (adresse) de I'ONH responsable [1] | [N° de la spécification particuliére {2}
(et éventuellement de 'organisme auprés duquel la | IECQ, plus n° d'édition et/ou date.]
spécification peut étre obtenue).] Qc 790304

COMPOSANT ELECTRONIQUE DE QUALITE  [3] | [Numéro national de ia spécification particpliére.] [4]
CONTROLEE CONFORMEMENT A: . N - .
[Cette case n’a pas besoin d'étre utilisée si le

Spécification générique: numéro national est(identique au numéro I[ECQ.]
Publication 747-10/QC 700000

Spécification intermédiaire:
Publication 748-11/QC 790100
[et références nationales si elles sont différentes].

SPECIFICATION PARTICULIERE CADRE POUR: LES\.CONVERTISSEURS LINEAIRES [5]
ANALOGIQUE-NUMERIQUE

[Numéro(s) de type du ou des dispositifs.]
Renseignements & donner dans les commandes.woir le paragraphe 1.2 de cette norme.

Description mécanique (71 Bréve description [6]
Références d'encombrement: Application:

[Référence du boitier normalisé; Fonction:

numéro CEl (obligatoire si disponible) et/ou numéro Construction typique: [Si, monolithique, bipolaire,
national.] MOS ]

Encapsulation: [avec ou sans cavité.]
[Tableau comparatif des caractéristiques| des diffé-
Dessin d’encombrement rents produits.]
[peut étre transféré; ou donné avec plus de détails,

a I'article 8 d&-estte norme). ATTENTION: Dispositifs sensibles aux charges élec-

trostatiques.

Identification des bornes Catégories d’assurance de la qualité (8]
[dessin indiquant 'emplacement des bornes,

y eompris les symboles graphiquesl. [A choisir dans le paragraphe 2.6 de la spécification

gémériquet

Marquage: [lettres et chiffres, ou code de couleur]. Données de référence [e]
[La spécification particuliére doit indiquer les infor-
mations & marquer sur e dispositif.]

[Voir le paragraphe 2.5 de la spécification
générique et/ou le paragraphe 1.1 de cette norme.]

{Données de référence sur les propriétés les plus im-
portantes pour permettre la comparaison des types
de composants entre eux.}

Se reporter a la Liste des produits homologués en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants
conformes a cette spécification particuliére sont homologués.
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7] Outline drawing, terminal identification, marking and/or reference to the relevant
document for outlines.

[8] Category of assessed quality according to 2.6 of the generic specification.
[91 Reference data.

{Throughout this standard, the texts given in square brackets are intended for guidance to the specification
writer and shall not be included in the detail specification.]

[When confusion may arise as to whether a paragraph is only instruction to the writer or not, the paragraph
shall be indicated between brackets.]

[Namg (address) of responsibie NAI [1] | [Number of IECQ detail specification, [2]
(and possibly of the body from which plus issue number and/or date.]

the sprmfccatlon is available).] Qc 790304

ELECFRONIC COMPONENT OF ASSESSED [3] | [National number of detail specification.] [4]
QUALITY IN ACCORDANCE WITH:

[This box need not be usedjif’the national number
Generjc specification: repeats the IECQ number.}
Publidation 747-10/QC 700000

Sectignal specification:
Publigation 748-11/QC 790100
[and national references if different.]

BLANK DETAIL SPECIFICATION FOR: LINEAR ANALOGUE-TO-DIGITAL CONVERTERS (ADC) [6]

[Type humber(s) of the relevant device(s).}
Orderipg information: see subclause 1.2 of this standard.

Mechanical description {71 Short description [6]

Outline references: Application:
[Standard package reference should be'given, IEC | Function:

numbér (mandatory if available)~and/or national Typical construction: [Si, monolithic, bipolar, MO$.]
number.]
Encapsulation: [cavity or non-cavity.]
[Comparison table of characteristics for variant
Outline drawing products.]
[may be transferred to or-given with more details in

clausq 8 of this standard]. CAUTION: Electrostatic sensitive devices.

Termipal identification Categories of assessed quality {8}
[drawing  showing pin assignments, including

graph|cal §ymbols] [From subclause 2.6 of the generic specification.

Marking: [letters and figures, or colour code}.

[The detail specification shall prescribe the infor-
mation to be marked on the device, if any.] [Reference data on the most important properties to
[See subclause 2.5 of the generic specification | permit comparison between types.]

and/or subclause 1.1 of this standard.]

Reference data [9]

Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the
current Qualified Products List.
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1 Marquage et renseignements a donner dans les commandes

1.1 Marquage

Se reporter & 2.5 de la spécification générique.

La spécification particuliére doit indiquer les renseignements a marquer relatifs aux types,
tels que lettres, chiffres et/ou codes.

Lorsque le marquage inclut des renseignements autres que ceux qui sont spécifiés en 2.5
de la spécification générique, par exemple des renseignements réservés a l'usage interne
d : : . . . .

$i tous les renseignements sont déja indiqués dans la case [7] sur la premiére page, ceci
doit étre indiqué.

1.2 Renseignements a donner dans les commandes

Sauf spécification contraire, les renseignements suivanis:_constituent le |minimum
nécessaire pour passer commande d’un dispositif donné:
- référence précise du modéle (et valeur de la tension nominale, si nécessaife);

— référence IECQ de la spécification particuliere avec numéro d’édition et/ou date
selon le cas;

~ catégorie d'assurance de la qualité définie & I'article 9 de la spécification inter-
médiaire et, si nécessaire, séquence de\sélection définie a I'article 8 de cejte méme
spécification;

- emballage pour la livraison;
— toute autre particularité.

Description relative-a.I’application du dispositif

I V)

lles renseignements-relatifs a I'application du dispositif dans les équipements ou circuits
dt & ses relations-avec les dispositifs associés doivent étre donnés ici. Le texte dépendra
de la fonctionta décrire.

3 Spécification de la fonction

Un.schéma synoptique détaillé du circuit intégré, ou toute autre information équivalente
sur le circuit intégré doit étre donné, si nécessaire.

4 Valeurs limites (systéme des valeurs limites absolues)
Cet article n’est pas applicable aux exigences de contrdle.

Ces valeurs s’appliquent dans la gamme des températures de fonctionnement, sauf
spécification contraire.
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1 Marking and ordering information

1.1 Marking

See 2.5 of the generic specification.

The detail specification shall prescribe the information marked for the relevant types, such
as letters, figures and/or codes.

When the marking contains information other than that specified in 2.5 of the generic
specification, such as that used for the manufacturer’s internal use, it shall be distin-

guishe

if all t

indicated.

1.2 ¢

'A

ne information has already appeared in box [7] of the front page, this shall

prdering information

The. f

otherw{se specified:

- ¢
and

— any other particulars.

2 Ap

llowing minimum information is necessary to order a specific device, unl

recise type reference (and nominal voltage value, if required);

be

2SS

ECQ reference of detail specification with issue number and/or date when relevant;

bategory of assessed quality as defined in clause 9 of the sectional specificaf

backaging for delivery;

plication related description

Inform
associ
describ

3 Specification of the function

tion on the application of the device in equipment or circuits and its relations to
ted devices shalbe given here. The contents will depend on the function to
ed.

A detalled block di ivalent circuit inf . f the i | circuit shall

if required, screening sequence as defined\in clause 8 of sectional specification;;

ion

»

the
be

given, if necessary.

4 Limiting values (absolute maximum rating system)

This clause is not for inspection purposes.

These

values apply over the operating temperature range, unless otherwise specified.

be
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Les conditions limites mécaniques ou d’environnement particuliéres au dispositif et toute
interdépendance de ces conditions limites doivent étre précisées ici.

Les courbes doivent de préférence figurer a 'article 9 de la spécification particuliére.

Para- Valeurs
r:"; e Paramétres* Symbole
grap Min. | Max. | Unité
4.1 Tension d'alimentation (voir note de l'article 5 de la présente Vee X X \
spécification) Vee X X X
4.2 Courants d'alimentation (s'il y a lieu) lec X X mA
Tee X 3 mA
4.3.1 | Tension(s) d’entrée(s) analogique Vl(A) X K Vv
4.3.2 | Tension d'entrée de référence (s'il y a lieu) . VREF X \
ou
4.3.3 | Tension différentielle de référence (s'il y a lieu) VREF‘D) X Vv
4.3.4 | Tension d'entrées des commandes numériques VI(D) X X A
4.4 Tensions applicables sur les sorties numériques Vo X X Vv
4.9 Courant(s) d'entrée de référence (si approprié) loer X mA
4.4 Courant(s) aux sorties numériques (s'il y a lieu) Io X X mA
\
4.7 Autres tensions et/ou courants de bornes X et/ou
mA
4.9 Dissipation de puissance Py X w
4.9 Courant de court-circuit en sortie los X mA
4.10 | Durée du court-circuit en sortie (s’il y a lieu)} {os X s
* Yoir CEl 748-1, Amendement 1, chapitre VI, notes 1 et 2 en 10.4.1.
- Valeurs
Pat Paramétres des valeurs limites de températures** Symbole 2 Unité
graphe | . Min. | Max.
411 Température de fonctionnement Tomb X X °C
4.12 Température de stockage Tstg X X °C
** |[Voir CEl 748-1, Amendement 1, chapitre VI, note en 10.4.2.
5/ Conditions de fonctionnement (dans la gamme des températures de fonctionnement
spécifiées)
Les_conditions de fonctionnement sont spécifiées dans les méthodes de mesurg corres-
pondantes(voirla CEI 748-4 _chapitre IV, section trois, catégorie l).

Voir 13.3 de cette norme pour les exigences de contréle.
Conditions générales de mesures et valeurs correspondantes:

5.1 Tensions d’alimentation [voir la note] Voo Vee

5.2 Courants d’alimentation ICC IEE
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Any specific mechanical or environmental ratings particular to the device and any inter-
dependence of limiting conditions should be stated here.

Curves shall preferably be given under clause 9 of the detail specification.

Sub- Values
| Parameters* Symbol
clause Min. | Max. | Unit
4.1 Power su i v X X M
. pply voltages (see note of clause § of this document) cc
Vee X X \'
4.2 lec X X mA
Tee X X A
4.3.1 nalogue input voltage(s) VI(A) X X Vv
43.2 eference input voltage (where appropriate) Veer X V'
433 eference differential voltage (where appropriate) VREF(D) X V
4.3.4 | Inputvoltage of digital control VI(D) X X \'/
4.4 pplied digital output voltages Vo X X A
4.5 Heference input current(s) (where appropriate) IR X mA
4.6 Oigital output current(s) (where appropriate) Iy X X mA
\
4.7 Qther terminal voltages and/or currents X apd/or
mA
4.8 Hower dissipation Pior x W
4.9 Short-circuit output current los X mA
4.10 Quration of the short-circuit (where appropriate) os X ]
* See IEQ 748-1, Amendment 1, chapter VI, notes 1 and 2 of 10.4.1.
Sub- Parameters of temperature limiting-values** Symbol Values Wnit
clause : Min. | Max.
4.11 Qperating temperature amb X X °¢
4.12 | Ytorage temperature Tstg X X ¢
** See IHC 748-1, Amendment 1,chapter Vi, note of 10.4.2.
5 Operating conditions (within the specified operating temperature range)
Operafing’ conditions are specified in the relevant measuring methods (see IEC 748-4,
chapt ; i ; -

- See 13.8 of this standard for inspection requirements.
General conditions of measurement and corresponding values:

51 Power supply voltages [see note] Voo Vee

52 Power supply currents loc lee
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.3 Sorties numériques:
.3.1 Tous les bits & «1» VOHB IOHA
.3.2 Tous les bits & «0» VoLa loLe
NOTE - Pour les convertisseurs bipolaires: Vi, (tension d’alimentation positive),
Ve (tension d’alimentation négative),
par rapport 2 la référence masse.
Pour les convertisseurs unipolaires: V¢ (tension d'alimentation positive) seulement par rapport a

la référence masse.
(Idem pour I¢, Ige.)

q

L
n

]

= r—

—

Caractéristiques électriques

es exigences pour ces caractéristiques sont relatives aux convertisseurs analogiques-
umériques (ADC). Elles s’appliquent aux différents types tels que!
a) ADC utilisant un convertisseur DA par approximations successives;
b) modéles de conversion tracking;
c) convertisseurs ADC semi-flash;
d) convertisseurs AD mettant en oeuvre des‘opérations variées et de traitements
numériques indiqués ci-dessus.

es symboles, termes et conditions des caractéristiques électriques sont donngs ici en

conformité avec la CEl 748-4. Voir termes et définitions, chapitre 1l, catégorie il] article 2

t conditions des caractéristiques électriques, chapitre lll, section deux, catgégorie i,
rticle 4.

es courbes doivent de préférence figurer a I'article 9 de cette norme.

es caractéristiques suivantes s’appliquent dans la gamme compléte des tempérgtures de
bnctionnement, sauf spécification contraire.

orsque les performances indiquées du circuit varient dans la gamme des températures
mbiantes devfonctionnement, les valeurs des caractéristiques appropriées doivent étre
écifiées 825 °C et aux deux températures extrémes de fonctionnement.
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5.3 Digital outputs:
5.3.1 All bits logic "1" Vous loua
5.3.2 All bits logic "0 VoLa loLs
NOTE - For bipolar converters: V. (positive supply voltage),
V¢ (negative supply voltage),
with respect to ground reference.
For unipolar converters: V. (positive supply voltage) only with respect to ground reference.

(Same for Iog, Igg.)

6 Electrical characteristics

These
(ADC).

The apply to the different types such as:

a) ADC with utilization of a successive approximate DA converter;

b)
c)
d)

acking conversion model;
emi-flash ADC;
D converters using different operation and numeric.processes stated above.

The symbols, terms and conditions of electrical characteristics are given here

accord
catego
catego

Curves

The fo
unless

Where
range,
extrem

[y ll, clause 4.
should preferably be given under clause 9 of this standard.

lowing characteristics (apply over the full operating ambient temperature ran
otherwise stated.

the stated performance of the circuit varies over the operating ambient temperat
the values of\the appropriate characteristics shall be stated at 25 °C and at
ps of the aperating temperature range.

characteristics requirements are based on linear analogue-to-digital converters

in

nce with the relevant part of IEC 748:4. See terms and definitions, chapter] I,
[y 1, clause 2 and conditions of electrical characteristics, chapter lll, section two,

ge,

ure
the
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TABLEAU DES CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

6.1 Caractéristiques statiques (voir figure 1)

Para- Valeur
h Caractéristiques statiques Symbole
graphe Min. | Max. | Unité
6.1.1 | Courant de polarisation de référence Inee X mA
ou
6.1.2 | Tension de polarisation de référence (si approprié) et Vaer X X \
dérive de la tension de référence en fonction de la température AVpcr X v/°C
(si applicable)
6.1.3 | Tensions d'entrée de commande numérique (si applicable):
— pour une entrée logique «1» Viu X X A
— pour une entrée logique «0» Vi X X A
NOTE - En principe pour les tensions de commande, le minimum
de valeurs a garantir doit étre:
— pour un niveau logique «1» Viy X \'
—~ pour un niveau logique «0» vy X \
6.1.4 | Courant d’entrée de commande numérique (si applicable)
— pour un niveau logique «1» Iy X mA
— pour un niveau logique «0» . Iy X mA
NOTE - Les impulsions d’horloge sont incluses dans les entrées
de commande numérique.
6.1.4 | Gamme des tensions d'entrée analogique Vl( A) X X A
6.1.4 | Tensions de sortie numérique pour tous les bits (si @approprié):
— pour un niveau logique «1» VOH(MSB) X \
-~ pour un niveau logique «0=» VOL(LSB) X \
6.1.7] | Courants de sortie numérique pour tous les bits (si approprié):
— pour un niveau logique «1» IOH(MSB) X mA
— pour un niveau logique «0» oLLse) X mA
6.1.8 | Courant de sortie numérique pour(un état de sortie haute loz X pHA
impédance (si approprié)
6.1.9 | Courants d’alimentation {(si\applicable) loc et X X mA
lee
6.1.10 { Dissipation de puissance (si applicable) Py X w
6.1.11 | Courant de court:circuit en sortie logique (si applicable) los X mA,A
6.1.12 | Tensions et 'courants divers (si approprié)
Exemple Echantillonnage, sorties numériques d'information, etc. X Vou
mA
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TABLE OF THE ELECTRICAL CHARACTERISTICS

6.1 Static characteristics (see figure 1)
Sub- Values
h Static characteristics Symbol
clause Min. | Max. Unit
6.1.1 | Reference bias current lrer X mA
or
6.1.2 | Reference bias voltage (where appropriate) and Vaer X X \
change of the reference voltage versus temperature AVgee X V/°C
(if applicable)
6.1.3 | Digjtal input voltages of control (if applicable):
—|for a logic 1" input Yiu X X v
—|for a logic "0" input Vi X X \'
NOJTE - Minimum values to be guaranteed for control voltages
shduld be:
—|for a logic "1 level Viy X V'
—|for a logic "0" level Vi X A
6.1.4 | Digjtal input current of control (if applicable):
—|for a logic "1" level . Iy X mA
—|for a logic 0" level I X mA
NOJTE - Clock pulses are included with digital control inputs.
6.1.5 | Anglogue input voltage range V,(A) X X \
6.1.6 | Digjital output voltage, all bits (where appropriate):
—|for a logic "1" level VOH(Msa) X A
—|for a logic "0" level oLLsB) X v
6.1.7 | Digjtal output current, all bits (where appropriate):
—|for a logic "1" level fou(uss) X mA
~|for a logic "0" level oLiLss) X mA
6.1.8 | Digftal output current for a high impedance output state loz X HA
(where appropriate)
6.1.9 | Power supply current(s) (if applicable) loc and X X mA
lee
6.1.10 | Poyer dissipation (if applicable) Py X w
6.1.11 | Shert-circuit current of logic output (if applicable) los X mA.A
6.1.12 | Migcellaneous voltages and currents (if applicable)
Example: Sampling, information of digital outputs, etc. X V or
m4
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VCC [7]
bl
MSB
1] Entrées de ——» ] S
cex -
référence —»—] : Sorties
[2] Entrée analogique —> ] | numériques (4]
——»— N bits
_.____>._._—
Commandes ————p——y . . ————
3] dentrées > Convertisseur linéaire A/D LSB
numériques ——»—
cntrees —_—]
(51 @échantillonnage  ——p—o Sorties numkriques
———— d’information (par 6]
> exemple: signal fin
/% de conversion)
Vee 17]
Uge) CEl 121893
[1]1 Entrées de référence: 6.1.1et6.1.2
[3] Commandes d’entrées numériques: 6.1.3 et 6.1.4
[2] Entrée analogique: 6.1.5
[4] Sorties numériques: 6.1.6,6.1.7,6.1.8, 6.1.11
[S] et [6] Tensions et courants divers: 6.1.12
[7] Alimentation: 61.9et6.1.10
Figure 1 — Bloc diagramme des’connexions d’entrées et de sorties
TABLEAU DES CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (suite)
8.2 Caractéristiques d’erreurs de:.conversion
Para- Valeurs
h Caractéristiques d'erreurs de conversion Symbole
graphe Min. | Max. Unité
6.2.1 || Erreur d'origine, détermination de I'erreur de décalage (si approprié) | Eg XN
6.2.2 [l Erreur de pleine résolution: (voir 6.2.3 et 6.2.4)
6.2.3 | Erreur de gain (si_approprié) Eq X
6.2.4 |t Erreur de pleine échelle (si approprié) Erg X
6.2.5 || Erreur de linéarité d'un convertisseur linéaire analogique/ E X Sous-
numérique aux points extrémes (erreur de linéarité intégrale) multiple
(st approprié) de
6.2.6 || Exreur de linéarité par rapport & la meilleure droite (si applicable) - X 1LsB*
6.2.7 | Erreur de linéarité d’'un convertisseur linéaire analogique/ E; X
numérique (erreur de précision absolue) (si approprié)
6.2.8 | Erreur de linéarité différentielle d’'un convertisseur linéaire Ey X
analogique/numerique (si approprié)
L/
6.2.9 | Courant ou tension d'asymétrie de pleine échelle Alegs X
(si applicable) AVigg
6.2.10 | Erreur de zéro (convertisseur bipolaire) (si applicable) Eyq X
6.2.11 | Coefficient de température de I'échelle de zéro ou du point de U7 X % FS/°C
décalage en unipolaire et/ou en bipolaire (si applicable) teq
6.2.12 | Coefficient de température de la pleine échelle ou du point de gain Ceeg X % FS/°C
en unipolaire et/ou en bipolaire (si applicable) A

* 1LSB = Résolution (analogique) — Voir la CE| 748-4, chapitre I, note en 2.2.3.1.
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Vee 171

MSB
(1] Reference — ] A ——
i — ] >
inputs ———>—— Digital
[2] Analogue input —— [ .. OUtputs 4]
- ————»—— N bits
+
Digital —_———] . ————
inputs — Linear A/D converter LSB
[3]
control ———————
Sampling —
81 inpups S — Information digitat
———p—— outputs (for 6]
> instance: end of
/J7 * conversior time signal)
IEC 1]218/93
[1] Reference inputs: 6.1.1and 6.1.2
[3] Digital inputs control: 6.1.83 and'6:1.4
[2] Analogue input: 6.1.5
[4] Digital outputs: 6.1.6,6.1.7,6.1.8, 6.1.11
[5] and [6] Miscellaneous voltages and currents: 61,12
[7] Power supply: 6)1.9 and 6.1.10
Figure 1 — Typical diagram with inputs_and outputs connections
TABLE OF THE ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
6.2 Characteristics of conversion errors
Sub- Values
i Characteristics of conversion error Symbol
clause Min. | Max. Unit
6.2.1 | Origin|error, determination of offset error (if appropriate) Ey X N
6.2.2 | Full rdsolution error: (see 6.2:3 and 6.2.4)
6.2.3 | Gain drror (if appropriate) Es X
6.2.4 | Full-sgale error (if appropriate) Ecg X
6.2.5 | Linearjty error of alinear analogue-to-digital converter to E X Sub.
ends points (integral linearity error) multiole
(if appropriate) of
6.2.6 | Best sjtraight-line linearity error (if applicable) E, gi X 1LSI*
6.2.7 | Linearity error of a linear analogue-to-digital converter E; X
(absolute accuracy error) (if appropriate)
6.2.8 | Differential linearity error of a linear analogue-to-digital Ey X
converter (if appropriate)
: L/
6.2.9 | Full-scale asymmetry current or voltage Alcgg X
(if applicable) Vess
6.2.10 | Zero error (bipolar converter) (if applicable) E,q X
6.2.11 | Zero-scale or offset-point temperature coefficient unipolar and/or e X % FS/°C
bipolar circuit (if applicabie) [
6.2.12 | Full-scale or gain-point temperature coefficient unipolar and/or Cerg X % FS/°C
bipolar circuit (if applicable) O
* 1LSB = (Analogue) resolution — See |EC 748-4, chapter I!, note in 2.2.3.1.
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TABLEAU DES CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (suite)

6.3 Caractéristiques dynamiques

748-4-2 © CEI:1993

Para- Valeur
h Caractéristiques dynamiques Symboie
graphe Min. | Max. | Unité
6.3.1 | Caractéristiques dynamiques aux entrées
Fréquence maximale des tensions de commandes d’entrées foax(D) X | kHz
numériques y compris les impulsions d’horloge (si approprié) MHz
6.3.2 Temps de Téponses des ternsions decommrarndes d'entrées e X ns
numériques y compris les impulsions d’horloge (si approprié) L,
6.3.3 [ Fréquence maximale fonctionnelle pour des taux de distorsion fmaxm) X kHz
définis (si applicable) MHz
6.3.4 | Caractéristiques dynamiques aux sorties
Temps de transition de sortie du niveau L au niveau H ty X ns
(si applicable)
6.3.8§ | Temps de transition de sortie du niveau H au niveau L Gt X ns
(si applicable)
6.3.6 | Temps de transition de sortie du niveau L a I'état Z (si applicable) iz X ns
6.3.7 | Temps de transition de sortie au niveau H a I’état Z (si applicable) tuz X ns
6.3.1 Temps de transition de sortie de I'état Z au niveau L (si applicable) |t X ns
6.3.9 | Temps de transition de sortie de I'état Z au niveau H {si applicable) | &, X ns
6.3.10 | Temps de conversion et/ou taux de conversion t X ns, ps*
f, X
* Tlaux de conversion s’exprime pour ia pleine résolution comme étant le nombre de conversions par $econde.
1 Programmation
Non applicable.
Valeurs limites, caractéristiques et données mécaniques et d’environnement
el  article doit en principe indiquer toutes les valeurs limites et/ou d’envirgnnement
ifi i itre VI (se

reporter également a la CEl 747-1, chapitre VI, article 7).

‘9

Renseignements supplémentaires

Ces renseignements ne sont pas applicables pour les exigences de contrdle. On doit
donner au minimum les informations suivantes sur les données de conception:

9.1

Schéma synoptique

Un schéma synoptique et/ou toute autre information sur le circuit intégré.
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TABLE OF THE ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

6.3 Dynamic characteristics

Sub- Values
| Dynamic characteristics Symbol
clause Min. Max. Unit
6.3.1 | Input dynamic characteristics
Maximum frequency of control voltages to the digital inputs fmxw) X kHz
including clock pulses (where appropriate) MHz
6.3.2 tt, X ns
{
w
6.3.3 fmax(A) X kHz
MH
6.3.4
i X ns
6.3.5 o X ns
6.3.6 | Output L level to Z state transition time (if applicable) t 2z X ns
6.3.7 | Output H level to Z state transition time (if applicable) Huz X ns
6.3.8 | Output Z state to L level transition time (if applicable) G X ns
6.3.9 | Output Z state to H level transition time (if applicable) trzy X ns
6.3.10 | Conversion time and/or conversion rate t X ns, ps*
f X
c

* The conVersion rate, for full scale, is usually expressed as'the number of conversions per second.

7 Prqgramming

Not applicable.

8 Metrhanical and.environmental ratings, characteristics and data

Any specificemechanical and/or environmental ratings applicable should be given here
in accgrdance with 10.8 of IEC 748-1 amendment 1, chapter VI (see also |IEC 747-1,
chapter Vly'clause 7).

9 Additional information

The information here is not for inspection purposes. The following minimum information is
given as essential design data:

9.1 Block diagram

An operating diagram and/or equivalent integrated circuit information.
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9.2 Circuits de commande et de fonctionnement externes

CEI:1993

Si applicable, les schémas des circuits de correction des erreurs de décalage et de gain,
d'application des réseaux d'entrées de référence et tout autre circuit de commande du

convertisseur analogique-numérique.

9.3 Compatibilté

Si applicable, les tensions et courants de sortie compatibles avec les différentes familles

logiques.

914 Capacité de charge en sortie

Les différentes possiblités d’adaptation de I’ADC en sortie avec des circuits externes de

récepteurs.

9l5 Circuits d’essai, diagrammes des temps, courbes des caragtéristiques (en
a caractéristique de transfert analogique/numérique)

9.6 Précautions de manipulations

-

outes informations supplémentaires sur les conditions limites mécaniques et d
nement électrique doivent étre incluses.

-—h

0 Sélection

—

férence a I'article 8 de la spécification intermédiaire.

Bxemple: examen visuel interne (avant encapsulation) CEl 748-11-1/QC 790101),

11 Procédures d’assurance de la qualité

a —

'homologation ou la procédure d’agrément de savoir-faire.

{13 Procédure d’homologation

articulier

‘environ-

SE nécessaire, il convient d’apporter des exigences techniques supplémentaires en

| convient_que la spécification particuliere spécifie si on doit appliquer la procédure

Se reporter a l'article 3 de la spécification générique et a 5.1 de la spécification inter-

médiaire.

11.2  Procédure d’agrément de savoir-faire

Se reporter & 3.11 de la spécification générique.
12 Procédures d’associativité

Se reporter a Iarticle 6 de la spécification intermédiaire.
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9.2 External operating and control circuits

if applicable, schematic circuits to correct offset and gain error, to apply reference input
networks and other control circuits of the ADC.

9.3 Compatibility

if applicable, output voltages and currents compatible with various logic families.

94 O

utput loading capability

For the

receiver circuits.

9.5
transfe

9.6

Any adiditional

" conditid

10 S

When 1
the sec

Examp

1

Test circuits, timing diagrams, curves of characteristics (particularly the A to

Handling precautions

Quality assessmentprocedures

output of the ADC, the different possibilites of accommodation to the cexter

characteristic)

information on the limiting mechanical ~or electrical environmer

ns shall be included.

Creening

ecessary, technical requirements should be supplemented referring to clause 8
tional specification.

e: internal visual examination (before encapsulation) (IEC 748-11-1/QC 790101)

The d

capabi?rty approval-procedure is applicable.

11.1

ail specification should specify whether the qualification approval procedure

Qualification approval procedure

See clad

D _~f
uot o Ui

nal

tal

of

or

11.2  Capability approval procedure

See 3.11 of the generic specification.

12 Structural similarity procedures

See clause 6 of the sectional specification.
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13 Conditions d’essai et exigences de contréle

13.1  Généralités

La spécification particuliére cadre a pour but de maintenir I'uniformité de la présentation
des essais dans les spécifications particuliéres.

13.2 Exigences d'échantillonnage et constitution des lots de contréle

En ce qui concerne les exigences d’échantillonnage, se reporter & I'article 9 de la spécifi-
cation intermédiaire et & 3.7 de la spécification générique.

jour le groupe A, le choix entre les systémes NQA et NQT doit étre effectué dans la
pécification particuliére.

En ce qui concerne la constitution des lots de contréle, se reporter 3.5.1.1 de la spécifi-
ation intermédiaire et & 12.2 des regles de procédure (Publication QC 001002 de la CEl).

O

Fd o

i on doit appliquer la procédure relative aux dispositifs ;associables, se reporter a
article 6 de la spécification intermédiaire et &2 8.5.3 des régles de procédure. ~

i, pour les procédures d’homologation, on utilise la méthode a) en 11.3.1 des fégles de
rocédure, la spécification particuliére doit indiquer les exigences d’'échantillonnage.
Se reporter également & 'article 9 de la spécification intermédiaire.)

TS LD

13.3 Tableaux de contréle (séquences d’essai)

[Les séquences d'essais sont données dans les tableaux suivants, ou doiyent étre
ndiquées les valeurs et les conditions exactes & utiliser pour un modéle donné, gonformé-
ment aux essais correspondantsindiqués dans la publication applicable.]

| e choix entre les méthodes d’essais ou les variantes doit étre fait lors de la rédaction de
h spécification particuliere.]

— p—

[Lorsque plusieurs’ dispositifs sont couverts par la méme spécification parti¢uliere, il
donvient d'indiquer les conditions et/ou les valeurs correspondantes sur de¢s lignes
quccessives, - en évitant autant que possible de répéter les conditions oy valeurs
iflentiques)]
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13 Test conditions and inspection requirements

13.1

The bl

General

ank detail specification is used to maintain a uniform presentation of tests in

detail specifications.

13.2

Sampling requirements and formation of inspection lots

the

For the sampling requirements, see clause 9 of the sectional specification and 3.7 of the
generic specification.

For gr
detail

For the¢ formation of inspection lots, see 5.1.1 of the sectional specification and 12.2 of

rules ¢

it the
specifi

When
approy
of the

13.3

[The t
condit

the relpvant test in the relevant publication.]

[The ¢

[When
condit
repetit

pup A, the choice between the AQL and the LTPD system shall be made.in
Epecification.

f procedure (IEC Publication QC 001002).

procedure of structurally similar devices is applied, see clause 6 of the secti
cation and 8.5.3 of the rules of procedure.

al, the detail specification shall give the sampling‘requirements. (See also claug
Sectional specification.)

Inspection tables (test sequences)

bst sequences are given in the following tables, where the values and exact
ons to be used shall be specified as required for a given type, and as requireq

several devices/ are included in the same detail specification, the rele
ons and/or values should be given on successive lines, where possible avoif
on of identical conditions and/or values.]

the

the

bnal

method a) of the rules of procedure, subclause 11:3.1, is used for qualification

e 9

test
i by

hoice between alternative tests or test methods shall be made when a detail
specification is written.]

yant
Hing
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13.3.1 ' GROUPE A - Contréles lot par lot
Aucun essai n’'est destructif (voir 3.6.6 de la spécification générique [essais ND]).

Les références CEIl des caractéristiques et des conditions d’essai sont déja indiquées aux
articles 5 et 6 de cette norme.

Limites des
i . , . exigences
Examen ou essai Symbole {Référence Conditions d’essai de contrdle
Min. l Max.
Bous-groupe A1
Examen visuel externe Voir 4.2.1.1de la Examen
CEl 747-10 ou article § viguel externe
de fa CEl 749 Inppérants
{visuels)
{npte 1)

Pous-groupe A2

Yérification de la fonction a 25 °C

¢ Convertisseurs non réglables
Erreur de précision absolue ou erreur E; 6.2.7 Comme spécifié X
de précision relative par rapport a
ia pleine échelle

¢ Convertisseurs réglables
Erreur de linéarité intégrale (aux points | £, 6.2.5* Comme spécifié X
terminaux)

Pous-groupe A3

Caractéristiques statiques a 25 °C
voir figure 1)

{1] Courant ou tension de polarisation(de lpggou 1 6.1.4* Inee X
référence (si approprié) et dérive de la | Vet 6.1.2* Comme spécifié Vo X X
tension de référence en fonction de la AV AVpee . X
température (si applicable)

[3] Tension d'entrée de commande Vius 6.1.3* Comme spécifié (pour une X X
numérique (si applicable) et/ou entrée de logique «1»)

Vika
Vis 6.1.3* Comme spécifié (pour une X X
et/ou entrée de logique «0»)
ViLa
3] Courant d’entrée de commande hua 6.1.4* Comme spécifié (pour une X X
humerique (si applicable) lus entrée de logique «1»)
A 6-t4* Commespécifié{pourune X
hs entrée de logique «0»)

[2] Gamme des tensions d’entrée V,(A) 6.1.5* Comme spécifié X X

analogique

* De cette norme.
NOTE 1 - Seuls les défauts suivants sont définis comme inopérants (visuels):

— marquage d'identification du type absent ou erroné
- repeére du brochage erroné
— connexions manquantes et/ou cassées

boitier endommagé ou incomplet de telle fagon que la pastille ou les fils de connexion soient
visibles.

(suite & la page 28)
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13.3.1 GROUP A — Lot by lot
All tests are non-destructive (see 3.6.6 of the generic specification [test ND]).

IEC references of the characteristics and conditions of test are already stated in clauses 5
and 6 of this standard.

Inspection
. . requirement
Inspection or test Symbol |Reference Condition of test limits
Min. | Max.
Sub-groyp A1
External|visual examination See 4.2.1.1 of External viiual
IEC 747-10 or clause § examinatio
of IEC 749 (Visual )
inoperative
{note 1)

Sub-groyp A2

Verificatjon of the function at 25 °C

. Non-rdjustable converters
Absoljute accuracy error or E; 6.2.7* As specified X
relatiye accuracy error to
full sgale

e Adjustable converters
Integral linearity error E, 6.2.5"% As specified x
(end point)

Sub-grolip A3

Static characteristics at 25 °C

(see figyre 1)

[1] Refefence bias current or voltage Igge of 6.1.1* Inee X
(whefe appropriate) and change of Vaer 6.1.2* As specified Vaee X X
the re¢ference voltage versus AVpee AVaer X
temperature (if applicable)

[3] Digital input voltages of contrel Viug 6.1.3* As specified (for a logic X X
(if applicable) and/or "1 level)

Vika

Vs 6.1.3* As specified (for a logic X X
and/or “0* level)

YiLa

[3] Digital input eurrents of control hua 6.1.4* As specified (for a logic X X
(if applicabte) lus "1" fevel)

"".A ’\;.‘I."‘r Ab opvv;f;cd (fvn (=3 {Us;\l Ea) x
ls "0" level)

[2] Analogue input voltages range V,(A) 6.1.5* As specified X X

* Of this standard.
NOTE 1 - Only the following defects are defined as (visual) inoperative:
— missing or wrong type identification marking
— wrong reference for terminal identification
—  pins missing and/or broken
— package damaged or incomplete such that chip or bond wires are exposed.

(continued on page 29)
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13.3.1 GROUPE A (suite)

Aucun essai n’est destructif (voir 3.6.6 de la spécification générique [essais ND]).

Limites des
» . exigences
Examen ou essai Symbole | Référence Conditions d’essai de contréle
Min. Max.
Sous-groupe A3 (suite)
[4] Tension de sortie numérique Vous 6.1.6* Comme spécifié {pour une X
(si approprié) sortie de logique «1») (MSB)
VoLa 6.1.6* Comme spécifié (pour une X
entrée de logique «0» (LSB)
[4] Couranft de sortie numérique loua 6.1.7* Comme spécifié (pour une : X
(si approprié) sortie de logique «1») (MSB)
lows 6.1.7* Comme spécifié (pour une X
sortie de logique «0%_(LSB)
[4] Courant de sortie numérique pour un état loz 6.1.8* Comme spécifié X
de sovTie haute impédance (si approprié)
[7] Courant d'alimentation lec 6.1.9* Comme’spécifié X
(si applicable) lee Poug Vet Vo
71 Dissip‘jstion de puissance Py 6.1.10* Comme spécifié X
(si appllicable) Pour tous les bits logique «1»
et/ou logique «0» avec V.
et Vg spécifiés
[4] Courant de court-circuit en sortie logique los 6.1 X
(si applicable)
[6] et [6] Tensions et courants divers 6.1.12* X
(si approprié)
Caractérigtiques des erreurs de conversion
azas-c '
o Conveftisseurs non réglables (si approprié)
Erreur|de précision absolue ou erréur E; 6.2.7* Comme spécifié X
de prégision relative par rapport a la Vour sous-groupe A2
pleine [échelle ’
o Conveftisseurs réglables{si-approprié)
Erreur|de décalage en unipolaire et/ou Eq 6.2.1* Comme spécifié X
en bipglaire
Gamme dfajustageé.(de correction) de I'erreur AE, 6.2.1* Comme spécifié 1 x
de décalage enunipolaire et/ou en bipolaire i
(si applicqblée)
Erreur de'gmrrunrpmrre—am-an-bﬁmm Eg 623" Comme specitie X
ou erreur de pleine échelle (comme approprié) Egg 6.2.4*
Gamme d'ajustage (de correction) de l'erreur AE, 6.2.3* Comme spécifié X
de gain en unipolaire et/ou bipolaire
(si applicable)
Erreur de linéarité intégrale E 6.2.5* Comme spécifié X
(aux points terminaux) Voir sous-groupe A2
Erreur de linéarité par rapport a la meilleure EL(adj) 6.2.6* Comme spécifié X
droite (si applicable)

*

De cette norme.

(suite a la page 30)
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13.3.1

All tests are non-destructive (see 3.6.6 of the generic specification [test ND]).

- 29—

GROUP A (continued)

Inspection
requirement
Inspection or test Symbol | Reference Conditions of test limits
Min. Max.
Sub-group A3 (continued)
[4] Digital output voltage Vous 6.1.6* As specified (for a logic X

(where appropriate) output "1") (MSB)

VoLa 6.1.6* As specified (for a logic X
output "0") (LSB)
[4] Digital qutput current loua 6.1.7* As specified (for a logic X

(where pppropriate) output "1") (MSB)

lows 6.1.7* As specified (for a logic X
output "0") (LSB)
[4] Digital qutput current for a high impedance loz 6.1.8* As specified X
output gtate (where appropriate)
[7] Supply furrent(s) lec 6.1.9* As specified X

(if applitable) lee For Vand Vg,

[7]1 Power cLissipation Fp 6.1.10* As specified X

(if applifable) For ali bits: logic "1"

and/or logic "0" with V.
and V. specified
[4] Short-cyreuit current of logic output los 6. 1™ X

(if applitable)

[5] and [6] Miscellaneous voltages and currents 16.1.12" X

{where pppropriate)

Characterigtics of conversion error at 25 °C
« Non-adjlistable converters (where appropriate)

Absolute accuracy error or relative accuracy | E 6.2.7* As specified X

error tolfull scale See sub-group A2
. Adjust:[;le converters (where-appropriate)

Unipolay and/or bipolar offset error E, 6.2.1* As specified X
(Correction)) of unipetar and/or bipolar offset AE, 6.2.1* As specified X
adjustmen{ range (if applicable)

Unipolar and7or bipolar gain error or full- Eg 6.2.3 As specitied X
scale error (as appropriate) Ecg 6.2.4*
(Correction) of unipolar and/or bipolar AEq 6.2.3* As specified X
gain adjustment range (if applicable)
(End point) Integral linearity error E 6.2.5* As specified X
See sub-group A2
Best straight-line linearity error EL(adj) 6.2.6 As specified X
(if applicable)
* Of this standard.

(continued on page 31)
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GROUPE A (fin)

Aucun essai n’est destructif (voir 3.6.6 de la spécification générique [essais ND]).

Limites des
. exigences
Examen ou essai Symbole | Référence Conditions d’essai de contréle
Min. Max.
Sous-groupe A3 (suite)
Erreur de linéarité différentielle (voir note 2) E, 6.2.8* Comme spécifié X
Convertisseurs bipolaires:
Courant qu tension d’asymétrie de pleine échelle { Aloq 6.2.9* Comme spécifié X
(si applicable) ou
AVess
Convertisgeurs bipolaires:
Erreur de|zéro (si applicable) Eyq 6.2.10* Comme spécifié X
Coefficier|t de température du point de décalage |o.,o0u |6.2.11* Comme spécifié X
ou de ’échelle de zéro en unipolaire et/ou Opyg
bipolaire {si applicable)
Coefficier|t de température du point de gainou | o, ou |6.2.12* Commeé spécifié X
de la pleifie échelle en unipolaire et/ou bipolaire | o o
(si applicable)
Sous-grogpe A3 a
Caractérigtiques statiques a la température de 6.1* Tomb = Tamp Max. et Les limites
fonctionneément maximale et minimale T omp MIN. peuvent étre
Caractérigtiques statiques de la figure 1 Conditions électriques différentes de
(voir note|3) comme en sous-groupe A3 celleq du sous-
grouge A3
Caractéristiques d’erreurs de conversion 6.2* Conditions électriques Les limites
(voir note|3) comme en sous-groupe A3 peuvént étre
différpntes de
celled du sous-
grouge A3
Convertisgeurs réglables ou non-régiables
Erreur de|décalage ou d’échellesde zéro en Eq 6.2.1* Conditions électriques X
unipolairg et/ou en bipolaire (¢comme approprié) | E,q 6.2.10* comme en sous-groupe A3
Erreur de|gain ou de pleine échelle en Eq 6.2.3* Conditions électriques X
unipolairg et/ou en bipolaire (comme approprié) | Egq 6.2.4* comme en sous-groupe A3
Erreur de|linéarité différentielle Ey 6.2.8" Conditions électriques X
comme en sous-groupe A3
Sous-groype A4
Caractéristiqtes—dymamiques a 25—°C{voirnote 4}
Caractéristiques dynamiques aux sorties 6.3.1* a2 | Comme spécifié X
(s'il y a lieu) 6.3.10*

*

De cette norme.

NOTES

2 L'erreur de linéarité différentielle maximale doit étre telle qu'elle puisse au moins garantir la caractéristique
de monotonicité.

3 Les mémes caractéristiques qu'en sous-groupe A3, sauf indication contraire dans la spécification particuliére.

4 Si aucune caractéristique particuliére n'est prescrite par la spécification CEl, celles qui sont nécessaires
pour définir le dispositif en essai doivent étre incluses.
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138.3.1 GROUP A (concluded)

All tests are non-destructive (see 3.6.6 of the generic specification {test ND]).

Inspection
requirement
Inspection or test Symbol |Reference Conditions of test limits
Min. Max.
Sub-group A3 (continued)
Differential linearity error (see note 2) Ey 6.2.8* As specified X
Bipolar con rs-
Full-scale asymmetry current of voltage Alegg 6.2.9* As specified X
(if applicable) or
AVess
Bipolar conyerters:
Zero error (|f applicable) E,g 6.2.10* As specified X
Offset pointlor zero-scale temperature Ao Or | 6.2.11° As specified X
coefficient (unipolar and/or bipolar circuit) Oy
(if applicablp)
Gain-point ¢r full-scale temperature coefficient |oa;or |86.2.12 As specitied X
(unipolar anjd/or bipolar circuit) Oepg
(if applicablp)
Sub-group A3a
Static chardcteristics at maximum and minimum 6.1* Tomb = Tamp Max. and Limits may be
operating tgmperature Ty MiN. different from
Static chargcteristics of figure 1 (see note 3) Electrical conditions those if
as for sub-group A3 sub-group A3
Characteristics of conversion errors 6.2* Electrical conditions Limits may be
(see note 3 as for sub-group A3 different from
those i
sub-grdup A3
Adjustable ¢onverters or non-adjustable
converters finipolar and/or bipolar_ offset Es 6.2.1* Electrical conditions X
error or zerp scale error (as appropriate) E; 6.2.10* as for sub-group A3
Unipolar anf/or bipolar gainerror or full- Es 6.2.3* Electrical conditions X
scale error [as appropriate) Eg 6.2.4* as for sub-group A3
Ditferential finearity-ecror Eg 6.2.8* Electrical conditions X
as for sub-group A3
Sub-group A4
Dynamic characteristics at 25 °C (see note 4)
Dynamic characteristics at the output 6.3.1* to | As specified X
(if applicable) 6.3.10*

*  Of this standard.
NOTES

2 Maximum differential linearity error shall be such that the monotonic characteristic may be guaranteed.
3 The same characteristics as in sub-group A3 unless otherwise specified in the detail specification.

4 If no specific characteristics are prescribed by the IEC specification, those appropriate for the device being

measured shall be included.



https://iecnorm.com/api/?name=64cc4a6199c29372c79a63bd13c75de9

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 44



